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【AFAS 性能確認試験】 

 

(1) 2.1 長期管理限界の妥当性確認 
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【AFAS 性能確認試験】 

 

(2) 2.3 AFAS の故障時の測定パラメータの再評価

方法の検討及び故障時の測定性能の評価 

 

  

添付-46



添付-47



添付-48



添付-49



添付-50



添付-51



添付-52



添付-53



添付-54



添付-55



添付-56



添付-57



添付-58



添付-59



添付-60



添付-61



添付-62



添付-63



添付-64



添付-65



【AFAS 性能確認試験】 

(3) 2.4.1 測定パラメータの再評価

（デッドタイム補正係数の評価）
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【AFAS 性能確認試験】 

 

(4) 2.4.2 測定パラメータの再評価 

（中性子検出効率の評価） 
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【AFAS 性能確認試験】 

 

(5) 2.4.3 測定パラメータの再評価 

（ダイアウェイタイム、ゲート幅の評価） 
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【AFAS 性能確認試験】 

 

(6) 2.4.4 測定パラメータの再評価 

（検出効率プロファイルの評価） 
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【AFAS 性能確認試験】 

 

(7) 2.4.5 測定パラメータの再評価 

（HV プラトー領域の評価） 
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【AVIS 性能確認試験】 

 

(1) 3.3.1 測定パラメータの再評価 

（デッドタイム補正係数の評価） 
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【AVIS 性能確認試験】 

(2) 3.3.2 測定パラメータの再評価

（中性子検出効率の評価）
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【AVIS 性能確認試験】 

(3) 3.3.3 測定パラメータの再評価

（ダイアウェイタイムの評価）
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【AVIS 性能確認試験】 

 

(4) 3.3.4 測定パラメータの再評価 

（ゲートフラクションの評価） 
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【AVIS 性能確認試験】 

(5) 3.3.5 測定パラメータの再評価

（検出効率プロファイルの評価）
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【AVIS 性能確認試験】 

 

(6) 3.3.6 測定パラメータの再評価 

（HV プラトー領域の評価） 
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【IPCA 性能確認試験】 

(1) 4.1 長期管理限界の妥当性確認
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